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Ihorias para instrumentacao, aquisicao de dados e analise de materiais
por feixe de ions com energias intermediarias
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1- INTRODUCAO E OBJETIVOS

2- RESULTADOS

Celulares estao cada vez mais difundidos em nosso cotidiano, carregando todo
o tipo de informac&o necessaria para as mais diversas situagcdes que um
individuo possa vir a passar. Esse acesso rapido e comodo a informacgoes &

O aplicativo consiste numa tabela com todos os
elementos(Figura 5) relevantes para analise de

t ;. s E ol — A P o] o] P materiais. Ao clicar em algum dos elementos, o
atraente para o ramo.de analise de r_naterlals. sta.mos num ciclo, do mesmo ALY LIE e usuario sera redimensionado para a aba de
modo que a tecnologla avanca, precisamos Qe mais f_aC|I~|dade nas an_alls.es dos N * [Tl | §ados(Figura 6). O aplicativo possibilita o usuario
dados para conseguir maior evolugao. Com isso, a criagao de um aplicativo que w s e[ s Ta] W] | escolher entre Feixe de H+ ou He+, além de
facilite o recebimento dessas informacdes torna-se interessante. | e 5| | | " | escolher o dngulo de espalhamento, a massa do
, . | Fe| oo M| | | | alvo(opcgao para isotopos) e a energia do

. Atomo alvo - Projéti il Bl B 5 =1 | feixe(entrada em MeV).
Por exemplo, a tecnica de - . e _
espalhamento de ions a energias b8 i =2 v0.E0 | | v | "] fw] ] | Durante a sessao de -
intermediarias permite uma T -—@ Y| ‘R [Bn] [a| g | ba experlm_ento,_o_s_ dados x'gemo o
caracterizagdo de superficies e \ agora disponibilizados Sl Kaerosoaes

§ no aplicativo, sdo vistos SR

H Di033%
em tabelas e livros.
Eles influenciam muito

materiais nano-estruturados através da
analise de ions retroespalhados em

Isétopo? Energia?  Angulo? Escolhe ai

fungdo da energia e angulo. e aalAdaado de opoy e cotsae e
| p— o~ _ _ , experimento, ter o
’t T - O fator cinematico (K), ver Figura o | acesso rapido a essas
| 3, € a primeira informagao N informacdes pode
necessaria para a interpretacao e tornar o tempo de
dos dados obtidos nessa técnica. 00337 analise mais produtivo. 4 O O ®™
Pela sua definicdo, nos informa s B
qual € a energia transferida numa FAR As entradas dinamicas Figura 6. Aba de informagdes, elemento de exemplo:
colisao elastica(Figura 1), sendo possibilitam que o usuario oxigenio.
possivel assim descobrir qual o K& 03625 consiga ver as
atomo que o ion incidente colidiu. S——— informacoes referentes as
mais variadas
1 @ 0 B configuracoes de

experimento(Figura 7).
E1 m;cosO + \/mz — misin® Figura 8. Logo atual do aplicativo KiCS.

E = ( ms +m ) Figura 7. Aba de informagdes ao escolher um
0 1 2 diferente valor de angulo.
! 3 - PERSPECTIVAS E FUTURAS IMPLEMENTACOES
As
Au
Figura 2. Equipamento para o experimento de MEIS 0.95 | 1 6—— Como o aplicativo é voltado para a comunidade cientifica, as futuras
do Laboratério de Implantacéo I6nica da UFRGS[Foto Pt . ~ ~ R . .
tirada pelo autor]. .. | si implementacoes serao voltadas as necessidades dos integrantes do
Laboratorio de Implantagao I6nica. Adicao de informacdes referentes a
A secao de choque de espalhamento ¥ 085 \ outras técnicas que utilizem feixe de ions e opgao de correcao na secao de
também tem sua importancia durante as .l . choque de espalhamento para a técnica de MEIS. Quando os resultados
sessdes de experimento, informando forem satisfatorios e comprovada a praticidade em sua utilizacao, o aplicativo
nocdes de probabilidades de que um ion | : sera divulgado nas linguas portuguesa e inglesa.
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em um elemento alvo num dado angulo o
sdélido do detector. [1] Wei-Kan Chu, James W. Mayer, Marc-A.Nicolet Backscattering

Figura 3.Plot dos valores de K para elementos leves e - Spectrometry. Academic Press, New York, 12 edigdo, 1978.

2 esados em diversos angulos[2]. . L . i . ) -
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J1 - [ /mpysine? w0 4 SuI, 2018,

3] D.P. Woodruff, T.A. Delchar Modern Techniques of Surface Science, Second
Edition,1994.

4] https://developer.android.com/studio.

5] https://www.ifl.edu.pl/dept/no5/nz53/RBS.htm.

A plataforma Android Studio esta sendo s00 [
utilizada para o seu desenvolvimento. '
Possui disponibilizacao gratuita e faz o us
da Linguagem Java de Programacao
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Orientada a Objetos, que vem cada vez AGRADECIMENTOS
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mais sendo implementada nos dispositivo ; Ao professor Pedro Luis Grande, ao professor Henri Boudinov, aos membros
moveis devido aos seus principais pilares, : do grupo, ao pessoal do Laboratério de Implantacao l6nica agradeco pela

que sao: abstragao, encapsulamento, Energy [keV] oportunidade e ajuda no desenvolvimento deste trabalho. E CNPq pelo apoio
heranga e pOlImOrflsmO. Figura 4. A posig&o dos picos no espectro s&o financeiro.

determinadas pelo fator cinematico.[5].
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